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Des outils et des compétences complémentaires a |'état de l'art

Cet outil unique au monde, porté par 3 instituts du CEA a Grenoble (CEA-Leti, CEA-Irig et CEA-Liten), a
pour vocation de développer de nouvelles techniques de caractérisation pour les micro et
nanotechnologies, les nanomatériaux, les matériaux pour lI'énergie, etc. et de réaliser les caractérisations
nécessaires a |'avancement des programmes du CEA et de ses partenaires académiques ou industriels.
L'expertise de la PFNC couvre 8 centres de compétences dont un dedié a la préparation des échantillons, une
étape clé pour les observations a |'échelle nanometrique.
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